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（博士論文審査の結果の要旨） 
 
本論文は、近年の 3 次元センシング技術の著しい進展に伴い注目されている 3 次元点群処理の

研究分野において、特徴点を利用して点群データの位置合わせ（レジストレーション）や点群デ
ータ内の特徴抽出を高効率かつ高精度に行う課題に取り組んだものである。 

 
まず第 1 章では、3 次元情報処理技術の社会的意義、3 次元点群および点群データからの特徴

点抽出、レジストレーション技術を概観して課題を明らかにすると共に、本論文の研究範囲と目
的を述べている。 
次に第 2 章では、特徴点抽出の従来法の詳細を述べると共に特徴点対応によるレジストレーシ

ョン法について述べ、従来の特徴点の課題を整理している。 
第 3 章では、特徴点対応を用いないレジストレーション法について、近傍点探索による座標系

変換を繰り返す方法、進化計算により変換パラメータを探索する方法の詳細を述べ、解決すべき
課題を明らかにしている。 
第 4 章では、特徴点そのものの性能に着目し、点群内に含まれる複数の平面部分から平面方程

式を求め、実在点の有無に関わらず特徴点を配置する仮想特徴点抽出法を提案し、実験により従
来の特徴点と同等の処理時間で，性能を最大で 2 倍程度向上できることを検証している。 
第 5 章では、第 4 章で提案した仮想特徴点の性能について，平面方程式の推定法やパラメータ

の依存度を低減するため、最適なパラメータを決定すると共に平面方程式の尤度測定を用いて適
当な仮想特徴点を残す新たな方法を提案し、従来の特徴点よりも短い処理時間で性能を 4 倍以上
向上できることを検証している。 
第 6 章では、進化計算を用いたレジストレーション法に着目し、これに特徴点を活用すること

でレジストレーションを高能率化するキーポイントパッチ抽出法を提案し、実験により精度を維
持しつつ，処理速度を最大で 100 倍以上高速化できることを検証している。 
最後に第 7 章では、本研究で得られた成果をまとめ、残された課題と今後の展望について述べ

ている。 
 
得られた研究成果は、査読付き学会誌論文 3 件、査読付き国際会議論文 3 件に基づいて構成さ

れ、画像電子工学・コンピュータビジョンの専門分野において新規性と有用性が認められている。
これらを総合的に考慮し、審査委員会全員一致で、本論文は博士の学位に値するものと判断した。 
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